ランダム媒質中の光記録効果を用いた軸対称偏光ビームの記録特性 by 山本 智



























の記録ができることを示している。また FDTD(Finite Difference Time Domain)法を用い Maxwell方
程式を直接解くことによって、媒質内のスペックルパターンを計算した。その計算されたスペックル
パターン同士の相関を取ることによってホールの形状を求め、実験結果と比較した。 
    
図１ ラジアル偏光とアジマス偏光     図 2 アジマス偏光で記録し三種類の偏光 
で角度掃引                        
［1］A Kurita et al. : Phys.Rev.Lett. 83(1999)1582-1585. 
